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研究目的： 突然のシステムダウンを回避し，安全・安心なシステムに．
実現方法： フィールドにおけるVLSIのパワーオン・オフテストによる劣化検知・
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・BIST
・遅延計測
・SoC/NoC



技術課題と対応戦略技術課題と対応戦略
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「テスト分割技術」によるテスト時間制御

「劣化検知テスト技術」による対象の選択

「全体制御技術」による統計処理

「 モニタ回路技術」による遅延測定値補正

「遅延テスト技術」によるテスト品質制御

「自己テストBIST技術」によるデータ量低減

「テストアーキテクチャ」によるDFT組込み

「非同期回路テスト技術」によるNoC適用
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研究開発計画と成果研究開発計画と成果
H20 H21 H22 H23 H24 H25 成果

特許2件（準備中）

国際会議・論文誌
採択 5件

国際会議・論文誌
採択 1件
投稿中 3件

修復

特許1件（準備中）

国際会議・論文誌
投稿中 １件

評価

劣化検知箇所選定

テスト時温度安定化 （試作評価反映）

非同期インターコネクトテスト

テストアーキテクチャ

遅延測定値補正

BISTパターン評価

テスト時間制御

SoC/NoCアダプティブテスト

継続
テーマ

遅延テスト品質制御

ローパワーテスト
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フィールドでのLSIテストの現状

メモリーテスト，ソフトウエアテスト，ファンクションテスト，
BISTによる論理テストは，実施例あり．

しかし，劣化を考慮したテスト品質や測定精度については，
まだまだ発展途上．

今後の方針

アプリケーションによるテスト制約の違いの考慮
• 車載・医療：短テスト時間，低コスト（メモリ，ピン数等），長期使用

• ネットワーク：無休止，動作データ蓄積可能

• プラント制御：フェールセーフ，超長期使用，LSIのリプレース可能

通常の生産テストへの転用
• 回路内のテストリソースの共用

• 高精度テスト，短時間テストへの応用

企業調査（5社‐7回）と今後の方針企業調査（5社‐7回）と今後の方針
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